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(57)摘要

本实用新型涉及有机发光显示面板技术领

域，尤其涉及一种有机发光显示面板检测结构，

包括划片后的Cell面板，在所述Cell面板的中心

位置为有效显示区域，在所述有效显示区域与所

述Cell面板的侧边之间设有用于安装IC的IC位，

在所述IC位与所述有效显示区域之间设有Cell

检测电路，所述Cell检测电路的信号线绕过所述

IC位连接于所述Cell面板的侧边。本实用新型的

发明目的在于提供一种有机发光显示面板检测

结构，采用本实用新型提供的技术方案可以有效

降低Cell检测电路的阻抗，提高Cell检测电路的

驱动能力，有效检测出面板中的不良。
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1.一种有机发光显示面板检测结构，其特征在于：

包括划片后的Cell面板，在所述Cell面板的中心位置为有效显示区域，在所述有效显

示区域与所述Cell面板的侧边之间设有用于安装IC的IC位，在所述IC位与所述有效显示区

域之间设有Cell检测电路，所述Cell检测电路的信号线绕过所述IC位连接于所述Cell面板

的侧边。

2.根据权利要求1所述的一种有机发光显示面板检测结构，其特征在于：

在所述有效显示区域的侧边形成有扇出走线，所述扇出走线位于所述有效显示区域与

所述Cell检测电路之间，且所述扇出走线的起始端与所述Cell检测电路连接。
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一种有机发光显示面板检测结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及有机发光显示面板技术领域，尤其涉及一种有机发光显示面板检

测结构。

背景技术

[0002] OLED面板生产是在一个母板上进行划片，使之形成多个OLED面板，在母板划片后

需要对面板进行检测，避免不良品流入后段工艺中造成不必要的浪费。

[0003] 常见的Cell检测电路放置在Cell面板的顶部，即Cell面板上与IC位置相对的一

侧，如图1所示，其中100为划片后的Cell面板，101为面板AA区(有效显示区域)，102为IC位，

103为Cell检测电路，104为Cell检测电路信号线。

[0004] 目前OLED面板的整体发展趋势是更高的分辨率、更窄的边框，更高的分辨率意味

着Cell检测电路更大的负载，更窄的边框意味着Cell检测电路信号线走线更细。尤其是目

前SPR的普遍应用，对Cell检测电路工作有巨大影响，驱动负载过大，信号线阻抗过大，导致

Cell检测电路工作异常，使得无法正常完成Cell检测任务，不良品流入后段工艺造成浪费。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的发明目的在于提供一种有机发光显示面板检测结构，采用本实用新

型提供的技术方案可以有效降低Cell检测电路的阻抗，提高Cell检测电路的驱动能力，有

效检测出面板中的不良。

[0006] 为了达到上述发明目的，本实用新型提供一种有机发光显示面板检测结构，包括

划片后的Cell面板，在所述Cell面板的中心位置为有效显示区域，在所述有效显示区域与

所述Cell面板的侧边之间设有用于安装IC的IC位，在所述IC位与所述有效显示区域之间设

有Cell检测电路，所述Cell检测电路的信号线绕过所述IC位连接于所述Cell面板的侧边。

[0007] 进一步的，在所述有效显示区域的侧边形成有扇出走线，所述扇出走线位于所述

有效显示区域与所述Cell检测电路之间，且所述扇出走线的起始端与所述Cell检测电路连

接。

[0008] 由上可见，应用本实用新型实施例的技术方案，有如下有益效果：本实用新型通过

将Cell测试电路由Cell面板上与IC位置对立的位置改至IC位置的上方，能够有效减少Cell

测试电路驱动信号的RC负载，可以提高Cell检测电路的驱动电流，从而使得Cell检测电路

系统可以更好地驱动OLED面板进行检测；同时可以检测出工艺制作过程出现的短路，开路

等导致不良，可以减少因漏检造成后段工艺的浪费。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对本实用

新型实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。下面描述中的附图仅仅是

本实用新型的一部分实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提
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下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为现有技术结构示意图；

[0011] 图2为实施例结构一结构示意图；

[0012] 图3为实施例结构二结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚地描述。

[0014] 由于现有技术中的Cell检测电路位于与IC位相对的位置，使得Cell检测电路的驱

动负载过大，信号线阻抗过大，导致Cell检测电路工作异常，使得Cell检测电路无法正常完

成Cell检测任务，不良品流入后段工艺造成浪费。

[0015] 请参见图2，为了解决上述技术问题，本实施例公开了一种有机发光显示面板检测

结构，该有机发光显示面板检测结构包括划片后的Cell面板100，在Cell面板100的中心位

置为有效显示区域101，即Cell面板100的AA区。

[0016] 在有效显示区域101与Cell面板100的侧边之间设有用于安装IC的IC位102，在IC

位102与有效显示区域101之间设有Cell检测电路103，Cell检测电路103的信号线104绕过

IC位102连接于Cell面板100的侧边。

[0017] 不同于以往技术，本实施例提供的检测结构将Cell检测电路103放置于IC位102上

方，有效缩短了Cell检测电路信号线104的长度，根据电阻计算公式R＝ρL/S，缩短信号线长

度L可以有效降低信号线104的电阻，降低Cell检测电路信号线104的电阻可以降低Cell检

测电路系统的整体阻抗，由I＝U/R可知，可以提高Cell检测电路104的驱动电流，从而使得

Cell检测电路系统可以更好地驱动OLED面板进行检测。

[0018] 请参见图3，还在有效显示区域101的侧边形成有扇出走线105，即Fanout走线，扇

出走线105位于有效显示区域101与Cell检测电路103之间，且扇出走线105的起始端与Cell

检测电路103连接，该结构使得Cell检测电路103同时具有Fanout走线的检测功能，可以检

测Fanout走线开路、短路等缺陷。

[0019] 本实施例提供的检测结构通过将Cell测试电路由Cell面板上与IC位置对立的位

置改至IC位置的上方，有效减少Cell测试电路驱动信号的RC负载，可以提高Cell检测电路

的驱动电流，从而使得Cell检测电路系统可以更好地驱动OLED面板进行检测；同时可以检

测出工艺制作过程出现的短路，开路等导致不良，可以减少因漏检造成后段工艺的浪费。

[0020] 以上所述的实施方式，并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施

方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在该技术方案的保护范

围之内。
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图1
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图2

图3
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摘要(译)

本实用新型涉及有机发光显示面板技术领域，尤其涉及一种有机发光显
示面板检测结构，包括划片后的Cell面板，在所述Cell面板的中心位置为
有效显示区域，在所述有效显示区域与所述Cell面板的侧边之间设有用于
安装IC的IC位，在所述IC位与所述有效显示区域之间设有Cell检测电路，
所述Cell检测电路的信号线绕过所述IC位连接于所述Cell面板的侧边。本
实用新型的发明目的在于提供一种有机发光显示面板检测结构，采用本
实用新型提供的技术方案可以有效降低Cell检测电路的阻抗，提高Cell检
测电路的驱动能力，有效检测出面板中的不良。
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